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Foreword

I%xt of document 48B/1128/FDIS, future edition 1 of IEC 60512-1-1, prepared by SC 48B,
negtors, of IEC TC 48, Electromechanical components and mechanical structures for electronic
equi n{, was submitted to the IEC-CENELEC parallel vote and was approved by CENELEC as
EN -1-1 on 2002-04-01.

The foIIowir@a)es were fixed:

— latest date hich the EN has to be implemented
at national
national stan r by endorsement (dop) 2003-01-01

with the EN have {o ithdrawn (dow) 2005-04-01

/ End t noti
/ ndorsement notice

The text of the International Stagdard IEC 60512-1-1:2002 was approved by CENELEC as a
European Standard without any modif@;n.
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Nu otation des publications

Depui 1er janvier 1997, les publications de la CEI
sont'nupteretées a partir de 60000. Ainsi, la CEIl 34-1
devie 1 60034-1.

Editions c&lidées
Les versions ¢ r@ées de certaines publications de la

CEl incorporant endements sont disponibles. Par
exemple, les numén®s diédition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent

respectivement la pUbligdtion de base, la publication de
base incorporant I'ameén ent 1, et la publication de
base incorporant les a ?nts 1et2.
Informations supplé @ires
sur les publications de |

Le contenu technique des publi Wde la CEI est
constamment revu par la CEIl afi u

qu'il, teflete I'état
actuel de la technique. Des renseig Sws relatifs a
&
ions

cette publication, y compris sa valid ont dispo-
nibles dans le Catalogue des publicat de la CEI

(voir ci-dessous) en plus des nouvell itions,
amendements et corrigenda. Des informati sur les
sujets a I'étude et 'avancement des travaux entrgpris
par le comité d’études qui a élaboré cette pun,

ainsi que la liste des publications parues, %

également disponibles par I'intermédiaire de: ®

e Site web de la CEl (www.iec.ch)
. Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI
(www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des
recherches en utilisant de nombreux critéres,
comprenant des recherches textuelles, par comité
d’études ou date de publication. Des informations
en ligne sont également disponibles sur les
nouvelles publications, les publications rempla-
cées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

e |EC Just Published

Ce résumé des dernieres publications parues
(www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par
courrier électronique. Veuillez prendre contact
avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus
d’informations.

. Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette
publication ou avez besoin de renseignements
supplémentaires, prenez contact avec le Service
clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22919 02 11

Fax: +4122919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series. For
example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its
publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1
and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
the base publication incorporating amendment 1 and
the base publication incorporating amendments 1
and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept
under constant review by the IEC, thus ensuring that
the content reflects current technology. Information
relating to this publication, including its validity, is
available in the IEC Catalogue of publications
(see below) in addition to new editions, amendments
and corrigenda. Information on the subjects under
consideration and work in progress undertaken by the
technical committee which has prepared this
publication, as well as the list of publications issued,
is also available from the following:

., IEC Web Site (www.iec.ch)

/. Catalogue of IEC publications
®The on-line catalogue on the IEC web site

ww.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search
a variety of criteria including text searches,
echnical committees and date of publication. On-

lin formation is also available on recently
i blications, withdrawn and replaced
i

u
p (@'\S, as well as corrigenda.

. IEC Just ished
This sum f recently issued publications

is also available by email.
ustomer Service Centre (see

”ation.

. Customer Service

Please contact
below) for furthe

If you have any ons regarding this
publication or need further sistance, please
contact the Customer Servi ntre:

VA

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22919 02 11

Fax: +41 22919 03 00

0
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

)6 CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -

2)

3)

4)

5)

" ESSAIS ET MESURES -
7
(P Partie 1-1: Examen général —
O, Essai 1a: Examen visuel

% AVANT-PROPOS

La CEl (Commis

“lectrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
es comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEl). La CEIl a
pour objet de favoriser coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de ['électricite e I'électronique. A cet effet, la CEIl, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élab E est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national

intéressé par le sujet tra ut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaiso la CEIl, participent également aux travaux. La CEIl collabore étroitement
avec I'Organisation Internation@ale deg¢Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les

deux organisations. /

Les décisions ou accords officiels &QCEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur lgs sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité S.

Les documents produits se présentent Sous la forme de recommandations internationales. lls sont publiés
comme normes, spécifications technique ports techniques ou guides et agréés comme tels par les
Comités nationaux.

Dans le but d'encourager l'unification internation es Comités nationaux de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure poss@ s Normes internationales de la CEl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre orme de la CEl et la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en termes clairs S gette derniére.

La CEIl n’a fixé aucune procédure concernant le marqu omme indication d’approbation et sa responsabilité
n’'est pas engagée quand un matériel est déclaré confor| %’une de ses normes.

L’attention est attirée sur le fait que certains des élémen présente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits "analogues. La CEl ne saurait étre tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété@ne pas avoir signalé leur existence

La Norme internationale CEIl 60512-1-1 a été établie par | us-comité 48B: Connecteurs, du
comité d'études 48 de la CEl: Composants électromécani t structures mécaniques pour

équipements électroniques.
Cette norme annule et remplace I'essai 1a de la CEI 60515- “parue en 1985, dont elle
constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants: /é

FDIS Rapport de vote O
48B/1128/FDIS 48B/1179/RVD 6

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le e ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3. L

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. &:ﬁe
date, la publication sera

reconduite;

supprimée;

remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

) CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
6 . TESTS AND MEASUREMENTS -
7
(P Part 1-1: General examination —

O, Test 1a: Visual examination
C?Q FOREWORD

1) The IEC (Internati ctrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotec | committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operatiopfon all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in additio @ther activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical ¢ iitees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparat(@mrk. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also particip (this preparation. The IEC collaborates closely with the International
Organization for Standardizatign (ISQ) in accordance with conditions determined by agreement between the
two organizations.

2) The formal decisions or agreeme@f the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the_relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committee?

r

3) The documents produced have the form ecgmmendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, tec | reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.

Standards transparently to the maximum ext ssible in their national and regional standards. Any

4) In order to promote international unification, Ii@ational Committees undertake to apply IEC International
divergence between the IEC Standard and the corgésponding national or regional standard shall be clearly

indicated in the latter. /‘

5) The IEC provides no marking procedure to indicate it roval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its st ds.

6) Attention is drawn to the possibility that some of the eleme this International Standard may be the subject

of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60512-1-1 has been prep subcommittee 48B: Connectors,
of IEC technical committee 48: Electromechanical comp and mechanical structures for
electronic equipment. 6

This standard cancels and replaces test 1a of IEC 60512-2, is@\in 1985, and constitutes a
technical revision.

The text of this standard is based on the following documents: ;:/
FDIS Report on voting .‘O
48B/1128/FDIS 48B/1179/RVD 5

Full information on the voting for the approval of this standard can be founwe report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part !

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchangegd until
2007. At this date, the publication will be

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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CONNECTEURS POUR EQUIPEMENTS ELECTRONIQUES -
ESSAIS ET MESURES -

Essai 1a: Examen visuel

)S Partie 1-1: Examen général —
.
®

1 Domain@application et objet

La présente pap la CEl 60512 est utilisée, lorsque la spécification particuliére le prescrit,
pour essayer de posants électromécaniques du domaine d'application du comité
d'études 48 de Ia@Cet essai peut aussi étre effectué sur des dispositifs similaires,
lorsqu'une spécificati ®ticuliére le prescrit.

L'objet de cet essai est inir une méthode d'essai normalisée pour I'examen visuel des
composants électromécani S.

*
7
2 Généralités @

L'examen visuel vérifie la conformitgde I’identité, de 'apparence, de la qualité du travail et du
fini de l'article par rapport a la spécifi n correspondante. Il convient que des instruments
d’optique, spécifiés a l'article 4, soien isés quand ils sont prescrits par la spécification

particuliére. ®

L’examen visuel est, dans une certaine mes (ﬂﬁe méthode subjective. Il faut prendre soin
de prononcer un jugement impartial. Il faut s @usement analyser les défauts, les déro-
gations a une norme donnée ou les changem

dus a la contrainte, et les évaluer en
fonction de leur importance ou de leurs effets.

3 Caractéristiques a examiner @

Q

Les caractéristiques suivantes doivent étre examinées: O

QO

) qualité du travail et fini; ®‘

) marquage; @

) matériaux; /
) fini de la surface, par exemple: ®

— traces de corrosion; O

— couleur (comparaison a des couleurs normalisées appropriées ou a déchantillons);

o O T

— degré de brillant (comparaison a un étalon approprié, par exemple éw de Boll ou
un échantillon);

— rugosité, sillons, ondulations, égratignures, rainures, trous, pores, 8#8gpgessions,
protubérances, écailles, fissures, bavures, éclats, etc.;

— matiére étrangére dans le produit et a sa surface; gp
zeuses

e) conditions internes des matériaux translucides (par exemple cavités, inclusions ga
et ligne de moulage, y compris les inclusions de matiéres étrangéres);

f) présence et zone d’application d’un lubrifiant (dans la mesure ou l'on peut s’en assurer
visuellement);

g) piéces desserrées ou séparées (spécialement aprés un effort).
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CONNECTORS FOR ELECTRONIC EQUIPMENT -
TESTS AND MEASUREMENTS -

/, Test 1a: Visual examination
Scope @object

This part of I%SQ, when required by the detail specification, is used for testing
electromechanica @ments within the scope of IEC technical committee 48. This test may

)\; Part 1-1: General examination —

also be used for simi evices when specified in a detail specification.

The object of this test define a standard test method for the visual examination of
electromechanical compofie

.

2 General {p

The visual examination checks th@ntification, appearance, workmanship and finish of an
item against the relevant specification. Optical aids, as specified in clause 4, should be used
when specified by the detail specificagé

The visual examination is to a certain ex@a subjective method. Care must be taken to
come to a fair judgement. Defects, devi from a given standard or changes due to
stresses must be carefully differentiated acco %o their importance or significance.

ually ascertained);
g) loosened and detached parts (especially after

s@
%O
.

%





